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摘要(译)

提供了一种用于检查液晶显示器基板的电气缺陷的方法和设备。该方法
包括用导电短路棒短路ESD保护装置，以在基板的每条信号布线上形成
电流路径，向信号布线提供电流，并根据信号上流动的电流确定信号布
线的缺陷。布线。
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